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Solare Energiesysteme

Dziat: Systemy lermiczno-optyczne
Grupa: Badania materiatowe
Fax: +49 761 401 6681

Pomiar stopnia odbijalnosci oraz stopnia emisji

Frocedura pomiarowa

Stopien obijania jak i stopien emisji okreslane s posrednio przez pomiar spektralnego
hemisferycznego stopnia odbijania niemalze pionowego promieniowana w obszarze
pomigdiy U.sbum a 1/ um (& w stosunku do proby normainegj). S>tosuje sig w tym celu
Sektometr Fourier IFS 66 firmy Bruker. Dla érodkowego obszaru podczerwieni (1.7 um - 17
um) stosuje sie kule powlekang diffus — Gold a dla obszaru ultrafioletowego kule pokryta
PTFE. W celu kalibracj stosuje sig odbijajgce standardy porownawcze tirmy Labsphere. W
celu korekty bledu INDIKATRIX pomiedzy probka a standardem mierzona jest dyfuzyjna
refleksja probki oraz jej relatywny udziat przy czesciowo pomieszczeniowe] refleksji (TIS).

Opis probek

Zleceniodawca
Uznaczenie probek
Materiaty

Mumer reterencyjny
Data przyjecia probek
Data pomiaru

Uwagi

Ewald Doerken AG

Lrelta Refiex Lot

pokryta naparowanym aluminium
folia poliestrowa

Z-doerl

27.08.97

27.08.97

gladka strona



Wyniki bagan

Oznaczenie probek

stopien odbialnosc { 293K} 48.4%
Stopier emisji (293K) 51.6%
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strona 1 (strona gladka/z-doerl)

+/- 2%

+f-2%

Spektrum potpomieszczeniowego stopnia odbijalnosci a2 po niemalie pionowe promieniowanie:
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Flr die Durchflhrung

Fraunhofer ISE, TO5-Mat, 19.05.00
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